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Códigos: Mestrado – PGM1256 / Doutorado – PGD1152 

Número de créditos: 4 

Ementa 

Geração de raios X. Interação da radiação com a matéria. Elementos de cristalografia e bases de dados 

cristalográficos. Difração de raios X pela matéria condensada (WAXS). Preparação de amostras e 

definição das condições de análise. Identificação de fases. Análise de Rietveld. Aplicações da técnica 

de difração de raios X na análise de materiais: análise quantitativa de amostras polifásicas, tamanho 

de domínio coerente, determinação da cristalinidade de polímeros e análise de filmes finos. 

Fundamentos de espalhamento de raios X de baixo ângulo (SAXS). Preparação de amostras para 

SAXS, definição das condições e análise de resultados experimentais, com ênfase na caracterização 

de macromoléculas, materiais particulados e compósitos. 

 


